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Computer generiertes Hologramm als
punktsymmetrische Streuplatte

H. Hampp, |. Harder, M. Lano, N. Lindlein heiko.hampp@physik.uni-erlangen.de
M Ot i Vati o n Dreistellungstest einer Sphare [1]
E  Der Test von Spharen mittels Dreistellungstest bei partieller raumlicher Koharenz macht den X
Einsatz einer rotierenden Streuplatte wunschenswert [2] T (
¥ Wegen der Inversion der Wellenfront in der Katzenaugenposition ist eine punktsymmetrische e (
Streuplatte notwendig
¥ Rotationsachse und Punktsymmetriezentrum lassen sich mit Hilfe eines Streuplatteninterferometers - (
sehr genau zur Deckung bringen
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(Schnittdarstellung jeweils
ohne Mittelpunktsspot)

Prinzip des Streuplatteninterferometers
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Abb. 5: Schema des Streuplatteninterferometers [9] Abb. 4: Fernfeldintensitatsverteilung Streuplatte IFTA
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Interferenzstruktur bei Verschiebung in x- bzw. y-Richtung

Abb. 6: Streuung & Interferenz
Abb. 7: Interferenzstrukturen abhangig von der Streuplattenausrichtung

Mit einem Streuplatteninterferometer lasst sich eine punktsymmetrische Streuplatte
Ergebnis sehr genau justieren. Dabel eignen sich beide Designtypen gleichermalden, wobel die
IF TA-Struktur eine deutlich hohere Intensitat liefert.
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